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O REALIZACJI POMIAROW WEASCIWOSCI SYSTEMOW ZEOZONYCH

Pojecie pomiaru wtasciwoscl systeméw ztozonych jest sto-
sowane w niniejszej pracy dla okresSlenia czynnosci zwigzanych
z doéwiadczalnym wyznaczaniem wartosci konkretne) wielkosci,
przy istnieniu z¥oZonych zaleZnosci funkcyjnych pomigdzy tg
wielkosScig, a innymi wielkosciami charakteryzujgcymi wzajem=-
ne oddziatywania réznych systeméw technicznych.

Ztozonosé proceséw technologicznych w przemysle oraz roz-
wéj teorii i badad naukowych powodujq zwigkszanie sig wymagan
co do zakresu pomiardw, ilosci czynnikdéw, jakie nalezy uwzgle-
dniaé przy pomiarach oraz wartosci parametréw metrologicznych
stosowanych przetwornikéw i urzgdzeri pomlarowych. Nastgpstwem
tego jest wzrastajqcy udzial w praktyce metrologicznej metod
pomiaréw zlozonych, rozumianych jako metod polegajgcych na
posrednim wyznaczaniu wartosci pewnej ilosci wielkosci, uzys-
kiwanych w wyniku rozwigzania odpowiednich réwnad /lub uktadéw
réwnari/, w oparciu o wartosci wielkosSci mierzonych bezposred=-
nio. Jest to, mozna stwierdzié, klasyczne podejsScie do proble-
mu pomiaréw wtasciwosci systeméw zXoZonych, stosowane powsze-
chnie zaréwno w praktyce przemyslowej, Jak 1 w badaniach nau-
kowych. Geneza takiego podejscia Jest w peini zrozumiata. RoOz=-
wéj badah i teorii naukowych pozwala coraz bardziej wnikliwie
rozwazaé zaleznoéci zachodzgce migdzy réznymi czynnikami, a
jednoczeénie narzuca koniecznoié mierzenia, sprawdzania/i ewen-
tualnie regulacji/ wartodci tych czynnikdw /wielkodci fizycz-
nych/ w procesach wytwarzania i w badaniach naukowych. Ponadto
szybki rozwéj w ostatnich latach okreélonych dziedzin techniki,
a zwtaszcza elektroniki, informatyki 1 technik wytwarzania apa-
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ratury pomiarowej, umo2liwia w coraz szerszym zakresie reali-
zac)e tych wymagari, zaréwno co do ilodcl i zakresu wartosci
mierzonych wielkosci, jak i1 co do niezbgdnego poziomu parame-
tréw metrologicznych: dokladno$ci pomiaru, czasu pomiaru itp.
Ta klasyczna metoda przeprowadzania pomiaréw zloZonych ma
réwniez silng podbudowe psychologiczng - jest bezposrednig po-
chodng powszechnego przeswiadczenia wsréd ludzi techniki, Ze
wszelkie zadania techniczne mogg byé zrealizowane, a jedynym
powaznym ograniczeniem jest problem dodatkowych srodkéw finan-
sowych, zwigzanych z koniecznoscig speinienia zwigkszonych wy=-
magan w zakresie dokladnosci wytwarzania 1 sprawdzania /pomia=-
réw/ wytworéw na kolejnych etapach procesu ich produkcji.
Jakkolwiek praktyka potwierdza czesto skutecznosé takiego
postepowania, to chcialbym zwrécié uwage na czynniki, ktdére
niejednokrotnie sq przyczynami niepowodze’ przy stosowaniu

tej metody.

1. Istnieje klasa probleméw, dotyczgcych pomiardéw, sprawdzania
i selekcji czgdci lub wezléw, np, w przemysle urzgdzer dro=-
bnych i precyzyjnych, gdzie wystepujqce zaleznosci funkcyj-
ne pomiedzy poszczegélnymi czynnikami /wielkoSciami fizycz-
nymi, chemicznymi/ majq na tyle skomplikowany charakter, Ze
83 przedstawiane w literaturze problemu w postaci réwnai o
ilosci zmiennych parametréw od kilkunastu do kilkudziesig=-
ciu, przy czym efektywne rozwigzywanie tych réwnai jest moi-
liwe jJedynie przy uzyciu ETO, najczesSciej w formie sprzggnig-
cia ukXadéw pomiarowych z EMC, Jako przykiad mozna wymienic
badania procesdéw oddziaXxywania warstw wlierzchnich w parach
ciat wzajemnie /wzgledem siebie/ przesuwajacych aiq1. Nalezy
ponadto podkreslié, 2ze autorzy zazwyozaj nle absolutyzuja
prawdziwodci tych zaleznofici funkoyjnych, lacz wrqoz podajg
je Jjako zaleznofoi stuszne dla okreflonych, wste¢pnie upra-

szozajgoych zaXozed modelowyoch.
Niedoktadnoéé tek uzyskiwanych wynikéw jest zwykle rzgdu kil-

kunastu procent, a zdarza sig, 2e Jest nawet znacznie gorsza,
co Jest nast¢pstwem sumowania sie bleddw sktadowych pomiardw
bezposrednich oraz nieadekwatnosci przyjetych modeli do rze-
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czywistosei,

2. Wymagania stawiane metrologii w procesach wytwarzania, czy
teZz w badaniach doswiadczalnych, sq formulowane czesto nie=
Precyzyjnie, jesli ocenimy je z punktu widzenia klasycznego
miernictwa wielkosei fizycznych, Sq to, przyktadowo, proble=-
my typu: identyfikacja charakteru, wartosci i stabilnosci
wartosci oddziatywania jednego obiektu lub systemu technicz-
nego na drugi, przy niekompletnosci poznania zjawisk fizycz=-
nych zachodzgcych w procesach tego oddziatywania.

3. Ostatni, co wcale nie oznacza, 2%e najmniej istotny, czynnik
ograniczajgcy, to cpdinienie technologiczne w zakresie tech-
niki pomiarowej, elektroniki i informatyki, jakie wystepuje
1 nas w poréwnaniu z czoldwkg Swiatowg. Opéinienie to Jjest
szczegélnie dotkliwie odczuwane w wigkszosci uczelni nasze-
go kraju, w tym réwniez a moze nawet szczegélnie, w uczel-
niach pedagogicznych.

Na podstawie te) skrétowej analizy mozna stwierdzié, 2e w na-

szych warunkach malejg mozliwosci realizacji klasycznych pomia-

réw ztozonych o niekwestionowanym znaczeniu poznawczym lub
praktycznym. ChciaXbym podkreslié, 2e ten dosé pesymistyczny
wniosek nie jest réwnowazny ze stwierdzeniem niemozliwosci roz
wigzywania, nawet przy tych uwarunkowaniach, probleméw realiza-
cji pomiaréw wtasciwosci systemdéw 2lozonych. Sytuacja obecna
powinna mobilizowaé do opracowywania alternatywnych wzgledem
klasycznych /-analitycznych/, metod rozwigzywania pomiaréw
wtadciwosci systeméw zXoZonych.

Uwazam, %e znaczng czes¢ tego typu probleméw pomiarowych mozn:

rozwigzywal przy wykorzystaniu metody, ktérq nazwalbym metodg

modelowania systemu /obiektu/ sprzezonego lub wspéipracujgcego.

To znaczy powinno sig tworzyé uklady pomiarowo-badawcze, w kté-

rych system /obiekt/ o mierzonych wtasciwosciach oddzialuje

jako obiekt niezmieniony na odpowiednio korzystanie zmodelowa-
ny ukad kontrolno-pomiarowy, bgdqoy modelem systemu rzeczywls-
tego, wspdéipracujgcego z systemem badanym. Korzystne modelowa-
nie polega w-ogélnym zarysie na takiej zmianie, przeprowadzone]

z zachowaniem zasad teorii podobiedstwa, wlasciwosci obiektu

wspSlpracujecego z badanym, azeby efekt oddzlatywnia mlerzone]

wtasciwodci uwypuklié na tle oddzialywanie pozostalych czynni-
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kéw, a nastepnie odfiltrowaé u2yteczng informacj¢ przy uzyciu

znanych technik.

Jako przyklady realizacji tej metody moina wymienié, opraco-

wane przez autora referatu:

a/ metode i przyrzgqd do pomiaru tzw. nieréwnomiernosci paakdw‘
magnetofonuwychz

b/ metode badai materiatéw na odwazniki wysokiej doktadnoci’

Ograniczenia objetosciowe referatu nie pozwalajgq na szczegélo-

we oméwienie tych przykladdéw, ktére znaleié mozna w cytowanych

pozycjach literatury.
Podsumowanie

_ Idea stosowania metod realizacji pomiaréw wtasciwosci sys=-
teméw zlozonych, alternatywnych wzglgdem klasycznych metod
pomiarowych zlozonych, moze i powinna byé, zdanlem autora,
szerze) upowszechnicna i stosowana w naszej praktyce badaw-
czej 1 przemyslowej.

Gléwne zalety metod alternatywnych to duza efektywnos¢ techni-
czna i1 ekonomiczna, przy skromnych zazwycza) wymaganiach doty-
czqcych niezbednego zaplecza technicznego. Ponadto metody te
zmuszajg do innowacyjnosci juz na etapie opracowywania metody
pomiaréw lub przeprowadzania badari doswiadczalnych, w nastgp-
stwie czego inspirujg one réwniez do tworzenia aparatury pomia-
rowej wyrézniajgcej sie zdolnoscig patentowg. S§ to wigc meto-
dy o duzych walorach pedagogiocznych.,
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